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前 言
本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。
本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、……
本文件主要起草人：
                                                                           

[bookmark: _Hlk162902940]氧气、氮氧传感器用钇锆陶瓷生瓷带
1  范围
本文件规定了氧气、氮氧传感器用钇锆陶瓷生瓷带的分类，技术要求、检验规则、包装、运输、贮存及随行文件，描述了对应的试验方法。
本文件适用于以锆基稀土化合物为主要原料，经流延法加工制得具有特定性能的陶瓷生瓷带，主要用于构成氧气、氮氧传感器芯片。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定
GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值
GB/T 1040.3 塑料拉伸性能的测定 第3部分 薄膜和薄片的试验条件
GB/T 6297 陶瓷原料差热分析方法
GB/T 6569 精细陶瓷弯曲强度试验方法
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 12690.7 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第7部分：硅量的测定
GB/T 12690.9 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第9部分：氯量的测定 硝酸银比浊法GB/T 25995 精细陶瓷密度和显气孔率试验方法
GB/T 37253 氧传感器用功能陶瓷离子电导率试验方法
GB 39176《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》
XB/T 625 稀土复合钇锆陶瓷材料化学分析方法 氧化钛、氧化铝、氧化钠和氧化铁含量的测定
XB/T 631 稀土复合钇锆陶瓷材料化学分析方法 氧化锆、氧化钇和氧化铪含量的测定
SJ 21040 低温共烧陶瓷多层基板制造 主要工艺设备术语
3  术语和定义
SJ21040-2016中界定的术语和定义适用于本标准。
4  分类
4.1产品分类
产品按氧气和氮氧传感器分为两个牌号：
4.2产品牌号
产品牌号共分两个层次。其中，第一层次表示本产品类型，“GT”为生瓷带（Green Tape）的英文缩写，第二层次表示产品的化学成分，YSZ为钇稳定氧化锆（Yttria-stabilized zirconia）的英文缩写；第三层次表示产品的应用领域，“O”表示氧气传感器，“NO”表示氮氧传感器；具体表示方法如下：
GT-YSZ-O


本产品类型

产品的化学成分

产品的应用领域


[bookmark: _Toc62117443][bookmark: _Toc62128571]5 技术要求
5.1理化性能
氧气、氮氧传感器产品的理化性能应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。
表1产品的理化性能
	[bookmark: _Hlk65742409][bookmark: _Hlk163067532]产品牌号
	GT-YSZ-NO参数范围
	GT-YSZ-O参数范围

	有机挥发分/ %
	10±5
	10±5

	无机化学成分
（质量分数）/％
	Y2O3
	5.4±0.3
	5.4±0.3

	
	ZrO2+HfO2
	94.5±0.5
	94.5±0.5

	
	Fe2O3
	≤0.002
	≤0.002

	
	SiO2
	≤0.01
	≤0.01

	
	Al2O3
	≤0.5
	≤0.5

	
	Na2O
	≤0.01
	≤0.01

	
	TiO2
	≤0.005
	≤0.005

	
	Cl-
	≤0.02
	≤0.02

	物理性能
	厚度均匀性/%
	≤±10
	≤±10

	
	生瓷带表面粗糙度/ nm
	≤300
	≤300

	
	生瓷带抗拉强度/ MPa
	≥5
	≥5

	
	烧结收缩率（X、Y）@1450℃/ %
	19.0±0.5
	19.0±0.5

	
	烧结体致密度/ %
	≥96
	≥95

	
	[bookmark: _Hlk226803583]烧结体弯曲强度/ MPa
	≥600
	≥500

	
	[bookmark: _Hlk226803880]烧结体离子电导率（@750℃）/（mS/cm）
	≥12
	≥10


5.2 外观质量
[bookmark: _Hlk227145837]5.2.1 产品尺寸应满足供需双方协定要求。
5.2.2 产品应无目视可见夹杂物。
6 试验方法
6.1  无机化学成分
6.1.1 有机挥发分的分析方法，按GB/T 6297的规定，测试室温至800℃的失重率。
6.1.2 氧化钇（Y2O3）、氧化锆与氧化铪（ZrO2+HfO2）量的分析方法，样品的前处理部分按附录A的规定进行，其他按 XB/T 631的规定进行。
6.1.3 氧化铁（Fe2O3）、氧化铝（Al2O3）、氧化钠（Na2O）、氧化钛（TiO2）量的分析方法，，样品的前处理部分按附录A的规定进行，其他按XB/T 625的规定进行。
6.1.4 氧化硅（SiO2）量的分析方法，样品的前处理部分按附录A的规定进行，其他按GB/T 12690.7的规定进行。
6.1.5 氯（Cl）量的分析方法，样品的前处理部分按附录A的规定进行，其他按GB/T 12690.9的规定进行。
6.2  物理性能
6.2.1 生瓷带厚度均匀性，按GB/T 451.3的规定进行测试。在待测生瓷带表面均匀选取五个测量点，分别测量各点的厚度。按如下计算厚度均匀性：

式中Δ为生瓷带厚度均匀性；为五个测量点厚度中的最大值；为五个测量点厚度的算术平均值。
[bookmark: _Hlk226804726]6.2.2 生瓷带表面粗糙度，按GB/T 1031的规定进行测试。
6.2.3  生瓷带抗拉强度，按GB/T 1040.3的规定进行测试。
6.2.4  烧结收缩率（X、Y），按附录B规定方法将生瓷带烧结成陶瓷样件，并按附录C的规定进行测试。
6.2.5  烧结致密度分析，前处理按附录B规定方法将生瓷带烧结成陶瓷样件，再按GB/T 25995的规定进行测试。
6.2.6  烧结体弯曲强度分析，前处理按附录B规定方法将生瓷带烧结成陶瓷样件，再按GB/T 6569的规定进行测试。
6.2.7  烧结体离子电导率分析，前处理按附录B规定方法将生瓷带烧结成陶瓷样件，再按GB/T 37253的规定进行测试。
6.3  外观质量
自然散射光下，目视检查
7 检验规则
7.1  检查与验收
7.1.1  产品由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写产品质量证明书。
7.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。
7.2  组批
产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成，组批数量应满足供需双方协定要求。
7.3  检验项目
每批产品应进行化学成分、理化性能和外观检验。
7.4  取样
     产品的取样数量按表2的规定进行。
表2  产品取样数量
	产品件数量
	1～5
	6～49
	50~100
	＞100

	取样件数
	件数的100%
	5
	产品数量的10%
只进不舍取整数
	产品数量的平方根只进不舍取整数



7.5  检验结果判定
7.5.1  化学成分分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。
7.5.2  外观质量检验结果与本文件不符合时，判该批产品不合格。
7.5.3  物理性能检验结果与本文件不符合时，判该批产品不合格。
8  标志、包装、运输、贮存及质量证明书
8.1  标志
包装袋外应有不褪色的明显标志，每袋外至少应注明：
a) 供方名称；
b) 产品名称和牌号；
c）批号；
d) 毛重、净重；
e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。
8.2  包装
产品抽真空包装于双层塑料袋中，每袋个数为1个。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。
8.3  运输、贮存
产品应在室温（15-25℃）、干燥环境（RH≤40%）中贮存，有效期1年。
产品运输时严防淋雨受潮，需存放干燥处，不得露天堆放。
8.4  质量证明书
每批产品应附质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定，注明：
a)  供方名称；
b)  产品名称；
c)  牌号、批号；
d)  净重、件数；
e)  各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；
f)  本标准编号；
g)  出厂日期。


附  录  A
（资料性）
生瓷带无机化学成分测定样品的前处理
A.1 方法原理
采用高温热处理的方法，将生瓷带中的有机组分在空气气氛中充分裂解脱除，获得其中的无机组分，以供无机化学成分测定。
A.2 仪器设备
A.2.1 氧化铝陶瓷坩埚： Al2O3含量≥ 99%。
A.2.2 热处理炉：工作温度可控制在（1200±5）℃。
A.3 样品
生瓷带样品。
A.4 处理步骤
A.4.1 试料
随机裁取10-20g样品（A.3）。
A.4.2 热处理
将试料（A.4.1）装入氧化铝陶瓷坩埚（A.2.1）中，将坩埚置于热处理炉（A.2.2）均温区。按照表A1要求设置热处理程序，对试料（A.4.1）进行热处理。热处理结束后，自然冷却至室温。
表A1 生瓷带热处理工艺程序
	目标温度
	室温
	350℃
	500℃
	1200℃

	升温速率/保温时间
	/
	2℃/min/60min
	1℃/min/60min
	2℃/min/60min


A.4.4 收样品
将热处理后的试料收取在自封袋中备用，收取样品的过程应避免引入其他粉尘颗粒。



附  录  B
（资料性）
生瓷带烧结体的制备方法
B.1 方法原理
采用多层陶瓷高温共烧工艺将生瓷带制备成烧结陶瓷材料，以供材料的物化性能测定。
B.2 仪器设备
B.2.1 真空包装机：-0.1 MPa以上
B.2.2 温水等静压机：工作温度可控制在（80±2）℃，最大压力≥30MPa。
B.2.3 热切机：热切厚度≥4mm
B.2.4 高温烧结炉：工作温度可控制在（1450±5）℃。
B.2.5 铝箔袋：厚度≥0.1mm（10丝）。
B.2.6 氧化铝承烧板：Al2O3含量≥ 99% ，耐受温度≥ 1600℃。
B.3 样品
生瓷带样品。
B.4 制备步骤
B.4.1 试料
将样品（A.3）裁切为不小于80mm✕80 mm的规格。
B.4.2 真空封装
将不少于10张生瓷带试料（B.4.1）堆叠对齐，装入铝箔袋（B.2.5）中，在真空包装机（B.2.1）上真空包装。
B.4.3 叠压
将真空包装好的样品放入温水等静压机（B.2.2）中进行叠压，叠压温度（80±2）℃，压力20-30MPa，保压5-10min。
B.4.3 热切
将叠压处理后的样品在热切机（B.2.3）上裁切为尺寸为（45-75）mm✕（4.0-4.5）mm的试样条。
B.4.4 烧结
将试样条放置于两层氧化铝承烧板（B.2.6）之间，然后一并置于高温烧结炉（B.2.4）均温区，设置烧结程序进行高温烧结。烧结峰值温度（1450±5）℃，保温时长2-3h。
A.4.5 收样品
将烧结后的样品收取在自封袋中备用。



附  录  C
（资料性）
生瓷带烧结收缩率的测试方法
C.1 方法原理
生瓷带烧结收缩率采用长度测量法进行测试，通过测量烧结前后生瓷带样品的尺寸变化进行烧结收缩率的计算。
C.2 仪器设备
C.2.1 数显游标卡尺：精度0.001mm及以上
C.3 样品
生瓷带样品。
C.4 测试步骤
C.4.1 试料
C4.1.1 测量并记录试样的初始尺寸。
C4.1.2 将生瓷带（C.3）按附录B的方法进行处理。C.4.2 测试
用游标卡尺（C.2.1）分别测量同一样品在高温烧结前和高温烧结后的长度，分别记作L0和L1。
C.4.3 数据处理
生瓷带烧结收缩率按公式（C.1）计算：
………………………………………（C.1）
[bookmark: _GoBack]式中为试样的烧结收缩率；L0为试样烧结前的长度；L1为试样烧结后的长度。试验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，计算结果表示到小数点后3位。


